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SPECTRO XEPQOS

Dzieki niezrownanej wydajnosci
tworzymy nowa definicje analiz ED-XRF

Nowy SPECTRO XEPOS to skok w technologii spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z
dyspersjg energii. Wprowadza on najnowszg generacje analizatoréw ED-XRF bedacg przetomem
w wielopierwiastkowej analizie stezen makro- i mikrosktadnikéw oraz pierwiastkéw sladowych.
Nowe osiggniecia w dziedzinie wzbudzania i detekcji umozliwiajg osigganie wyjatkowej czutosci i

wykrywalnosci.

Niesamowity SPECTRO XEPOS
doskonale radzi sobie z krytycznymi
zadaniami, takimi jak szybkie testy
przesiewowe po doktadng kontrole
jakosci produktu. Stosuj go do
zréznicowanych zadan, takich jak probki
petrochemiczne, chemiczne,
Srodowiskowe czy geologiczne,
klinkier/cement/zuzel, kosmetyki,

leki i inne.

Rézne wersje maksymalizujg wydajnosé
wybranych grup pierwiastkow

w specjalizowanych matrycach.

Innowacyjna lampa rentgenowska
50 W / 60 kV i wyjgtkowa nowa
technologia wzbudzania dajg
najwyzszg mozliwg czutosc,
zoptymalizowang pod kagtem
wybranych pierwiastkow.

Nowy design oprogramowania
zapewnia tatwos¢ uzytkowania i
wielkie mozliwosci, a wyjatkowy
program TurboQuant Il szybko i
doktadnie przeanalizuje praktycznie
kazdg nieznang probke — ciecz,
proszek czy ciato state. Ponadto
SPECTRO XEPOS cechuje sie
znacznie nizszym kosztem inwestycji
oraz utrzymania od spektrometrow
fluorescencji rentgenowskiej

z dyspersja fali (WD-XRF).



Niezrowr

Spektakularna czutosé
W poréwnaniu do wczesniejszych
generacji, czutos€é najnowszych
analizatorow SPECTRO XEPOS
zostata znacznie zwigkszona

— czesto 10x, a nawet bardziej!
Réznica: innowacje wprowadzone
przez SPECTRO we wzbudzaniu
adaptacyjnym plus lampa

i technologia detektora. Nowa
niezréownana czutos$¢ zwieksza
precyzje oraz znaczogco obniza
poziomy wykrywalnosci. Dzigki
czemu uzytkownik uzyskuje
szybka i doktadng analize
szerokiego spektrum
pierwiastkéw, od sodu do uranu,
zgodnie z potrzebami.

Szybsze pomiary Niektérzy
uzytkownicy bardziej niz precyzji,
potrzebuja szybkosci pomiaru.
SPECTRO XEPOS daje im ten
wybor. Operator moze znacznie
skroci¢ czas pomiaru

z zachowaniem poziomoéw
doktadnosci porownywalnych

z tradycyjnymi spektrometrami
ED-XRF.

Szybkos¢ systemu pozwala na
uzyskanie wynikow analizy
wiekszosci probek w ciagu kilku
minut.
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Niespotykana
ekonomicznos¢

W urzadzeniu zastosowano
liczne rozwigzania majace na
celu zmniejszenie ciagtych
kosztow jego posiadania: np.
ptukanie matg iloscig helu dla
pierwiastkow lekkich dla préb
w postaci ciektej i proszkowej,
czy system prézniowy dla
probek statych. Co najlepsze,
dzigki nowym mozliwosciom
moze w wielu aplikacjach
konkurowaé na réwni z o
wiele drozszymi urzadzeniami
WD-XRF. Uzytkownicy
SPECTRO XEPOS otrzymuja
wiec wydajnos¢ technologii
WD za ceneg ED!

Na,0, sd 0.1%

Cztery zaawanso
wersje =
Wzbudzanie adaptacyjne oraz
inne unowoczesnienia
pozwalajg nam na stworzenie
kilku predefiniowanych
konfiguracji SPECTRO XEPOS,
by utatwi¢ uzytkownikowi
wykonywanie wybranych zadan.
Uzytkownik moze nadaé
priorytet szybkosci, doktadnosci
lub grupom okreslonym
pierwiastkéw w matrycach.
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W przeciwienstwie do wiekszosci analizatorow ED-XRF,

SPECTRO XEPOS zawsze utrzymywat zasilanie lampy RTG miedzy
pomiarami, zapobiegajac wahaniom wptywajacym na wyniki.
Rozwigzanie to zapewnia doskonatq stabilnos¢ dtugoterminowa oraz

pomaga osiggna¢ niezrownang czutosé w wykonywaniu wyjatkowo
doktadnych analiz pierwiastkow — do 3x lepiej niz poprzednio.

Dodatkowa zaleta: znacznie poprawiona doktadnos¢ analizy stezen od

pierwiastkow sladowych do makroelementéw.

$i0,, rsd 0.04%

Potaczenie zaawansowanych podzespotéw w celu osiggniecia

najwyzszej wydajnosci, poprzez zastosowanie zastrzezonej tech-

nologii adaptacyjnego wzbudzenia razem z najszybszym
detektorem. SPECTRO XEPOS moze teraz wykorzystywac nowy
poziom czutosci i minimalne tta do osiagniecia wyjatkowo niskich
granic wykrywalnosci (LOD) dla szerokiego zakresu pierwiastkow.



SPECTRO XEPOS
Pobudzajgce nowe technologie

Nowy pomyst na lampe RTG

Tradycyjne rozwigzania ED-XRF miaty
jedng znaczng wade: wytgczaty zasilanie
miedzy pomiarami. Skutkowato to
wahaniami temperatury oraz spadkiem
stabilnosci sygnatu. Komplikowato to
analize, generowato btedy czy obnizato
doktadnos¢, szczegolnie w urzadzeniach
WD-XRF i nowszych ED-XRF.

podajnik na prébki
po|aryzator
f||trpasmowy
wzbudzenie bezposrednie . "

system detekcji

. wzbudzenie z filtrem:pasmowym

*..

potaczona polaryzacja/wzbudzenie bezposrednie

SPECTRO XEPOS wykorzystuje nowe
chtodzone powietrzem lampy
rentgenowskie — jasniejsze
laboratoryjne zrédto wzbudzania
generujgce maksymalng moc.
Zasilanie jest podtrzymywane, nawet
miedzy pomiarami, by unikng¢ wahan
pomiarow. Najnowsza konstrukcja
lampy zawiera w sobie unikatowg
anode.

To rewolucyjny binarny stop kobaltu

i palladu zapewnia wysokg czutos¢ oraz
niskie granice wykrywalnosci grup
pierwiastkowych. Wtasnie dlatego
spektrometr jest w stanie wykorzystaé
swoje zalety przy nizszych granicach
wykrywalnosci, wyzszej czutosci,
minimalnym wplywie na matryce oraz
wyjatkowej czutosci dla stezen —
zaréwno wysokich, jak i niskich — przy
zachowaniu dtugiej zywotnosci lampy.

Wyjatkowa anoda z¢ stopu.-
Binafnego émitinje palladowe
" promieniowanie wzbildzajqce :
co.jest najlepszym rozwiq‘zaniéfn
przy pierwiastkach,od sodu'do
. ~chloru, zelaza do molibdenu i
hafnu do uranu, natomiast
:‘promieniowanie emitowane
. przez kobalt wzbudza pierwiastki !
od potasu do‘manganu., .
To jakby posiadacy€ dwie lampy

w jednym urzadzeniu! .




Wprowadzamy wzbudzanie adaptacyjne

Aby zapewni¢ doktadna analize dla kazdej
aplikacji, SPECTRO XEPOS przedstawia
rewolucyjng technologie wzbudzania
adaptacyjnego. To wyjatkowe rozwigzanie
stanowi zastosowany detektor o wysokiej
rozdzielczosci oraz nowy system odczytu.
Wszystko to przektada si¢ na niesamowicie

wysoka czutos¢ i minimalne interferencje

Potaczona polaryzacja/
wzbudzanie bezposrednie
Konfiguracja wykorzystujgca
polaryzator potgczony ze
wzbudzaniem bezposrednim w

analizie lekkich, $rednich oraz

ciezkich pierwiastkow.

Nowa konstrukcja detektora

Najnowsza generacja SPECTRO
XEPOS zostata wyposazona w nowe
krzemowe detektory (SDD).

Ta klasa detektorow juz

w poprzednich modelach
udowodnita wysoka czutos¢ i niskie
interferencje widmowe.

W najnowszej wersji zwiekszono
powierzchnie (30 mm?)

i powierzchnie aktywng (20 mm?).

XEPOS Generation I

i umozliwia osiggniecie wigekszej
doktadnosci oraz nizszych granic

wykrywania.

Klient jako priorytet zadania okresla
wysoka przepustowos¢ lub precyzje.
Analizator konfigurowany jest do

osiggniecia optymalnych warunkéw

Wzbudzenie z uzyciem filtra
pasmowego

od potasu do manganu.

Ponadto, nowy system szybkiego odczytu

zapewnia bardzo wysoka liczbe odczytow —

komercyjnej analizie ED-XRF — dla

wzbudzenia okreslonej grupy lub grup
pierwiastkow. Wiazka promieniowania
wzbudzajgcego optymalizowana jest za
pomoca statej optyki i zmiennych kanatéw
promienia tak, by kazda konfiguracja
wzbudzania byta doktadnie dopasowana do

zadania analitycznego.

Konfiguracja wykorzystujace filtr pas-

mowy — pierwsze takie rozwigzanie w

lepszej wydajnosci w analizach zakresu

do 1 miliona na sekunde (cps) — potaczonych

z jeszcze lepsza rozdzielczoscia.
Wptywa on takze na znacznie ulepszony.
stosunek sygnatu do tta, niskie granice
wykrywalnosci oraz niezwykle wysoka

czutosé.

Dzigki zwiekszonej rozdzielczosci oraz
ulepszonemu stosunkowi sygnatu do tfa

spektrometr jest w stanie wyloni¢ hawet

najmniejsze sygnaly.

SPECTRO XEPQOS osigga niezrownane
granice wykrywalnosci w szerokim

Zzakresie matryc.




Proste ale wyrafinowane oprogramowanie

Interfejs oprogramowania

SPECTRO XRF Analyzer Pro,
zastosowany w SPECTRO XEPOS zostat
przeprojektowany i zoptymalizowany pod
katem prostoty obstugi oraz szybkiej nauki
— dzieki przeprowadzonym zewnetrznym
testom i benchmarkingiem, a takze dzieki
licznym uwagom uzytkownikow.

Przejrzyscie wydzielone moduty

dajg dostep do najwazniejszych
informaciji. Po przeprowadzeniu

kalibracji rutynowa analiza zajmuje
chwile.

Szeroki wachlarz prekalibrowanych
pakietow aplikacyjnych spetni wymagania
wielu uzytkownikéw — lub w razie
potrzeby mogg zosta¢ dostarczone
konfiguracje spetniajgce specyficzne

. 3

Standardowe analizy obejmujg pierwiastki
w zakresie od sodu do uranu. Analize
olejow smarowych, paliw
niskosiarkowych, polimeréw, chemikaliow,
filtréw powietrza, klinkieru/cementu/zwiru,
prébek geologicznych, ceramiki,
kosmetykdw, zywnosci, lekow, stali oraz
aluminium, powtok blachy, prébek
Srodowiskowych, jak gleby czy osadow
Sciekowych i wielu innych!

wymagania aplikacyjne

Znacznie ulepszona, jeszcze bardziej
elastyczna wersja najlepszego w swojej klasie Korelacja dla Cd w roznych matrycach
programu SPECTRO. TurboQuant I

dostepny jest wytgcznie z nowym SPECTRO A
XEPOS. Program nie ma sobie réwnych w

analizie nieznanych probek pod katem

pierwiastkéw od sodu do uranu bez X

czasochtonnej zmiany ustawien. Nowy

TurboQuant Il radzi sobie z analizg jeszcze

szerszej gamy probek — teraz takze kazdego

typu cieczy i ciat statych od lisci z drzew po

plastiki, granit czy szkto — w tej samej A \ O

kalibracji. To rewolucyjne oprogramowanie w ] X

petni wykorzystuje zalety SPECTRO XEPOS.

Radzi sobie z efektami matrycowymi (nawet

przy niskich stezeniach), osigga przetomowg

szybkosc¢ i precyzje, a takze dziata we

wczesniej nieosiggalnych zastosowaniach.

TurboQuant Il daje wyniki w kilka minut.



Maksymalna elastycznosé¢ i wszechstronny pojemnik na prébki

W poréwnaniu do ICP lub dodatkowa tace o nawet 25 prébkach,
spektroskopii ptomieniowej absorpcji ~ zZwigkszajgc efektywnosc. Po prostu
atomowej (AAS), ED-XRF wymaga wymien tace — w przeciwienstwie do
wzglednie niewielkiego przygotowania  analizatorow jednotacowych — nowy
prébki. Teraz SPECTRO XEPOS SPECTRO XEPOS poradzi sobie takze z
sprawia, ze przygotowanie nigdy nie analizg bezposrednig duzych lub

byto tak proste. nieregularnych probek.

Bardziej przestronna 372 mm x 253

mm x 45 mm komora na probki Opcjonalne ptukanie komory matg

pozwala przechowaé dawka helu umozliwia analize
pierwiastkow lekkich

SPECTRO XEPOS jako sztandarowy spektrometr w linii ED-XRF zajmujg miejsce
miedzy najbardziej zaawansowanymi analizatorami. W zestawie XRF znajduje
sie rowniez spektrometr SPECTRO MIDEX do mikroanaliz oraz wydajne i
przenosne modele SPECTROSCOUT jak rowniez reczne SPECTRO xSORT.
Linie uzupetnia szeroki wachlarz instrumentéw ICP-OES, takie jak najwyzszej
klasy SPECTRO ARCOS, kompaktowy $redniozakresowy SPECTROBLUE, oraz
SPECTRO GENESIS wykorzystujgcy technologie ,podtacz i analizuj’. Oferujemy
réwniez petng linie stacjonarnych i przenosnych analizatoréw metali,

w tym wiodgce modele, jak SPECTROLAB, SPECTROMAXX, czy
SPECTROTEST. Niezaleznie od narzedzia, doswiadczenie oraz innowacje
SPECTRO zapewniaja najlepsze wyniki.

w cieczach i proszkach. SPECTRO
XEPQOS oferuje nawet opcjonalny
system prézniowy do ekonomicznej
analizy sprasowanych lubl/i przeto-
pionych pastylek czy ciat statych.
Kolejna opcja: obie mozliwosci w
jednym urzgdzeniu!




Postuchalismy naszych uzytkownikéw, wiec funkcje autodiagnostyki
najnowszych spektrometrow SPECTRO XEPOS wyposazylismy

w rozwigzania AMECARE M2M. Ta opcjonalna komunikacja maszyna-
maszyna obstuguje proaktywne alarmy, a takze jest wspierana przez
bezposrednie potagczenie ze zdalnym komputerem eksperta serwisowego
SPECTRO. To najlepsze rozwigzanie, kiedy wymagane jest szybkie i
pewne wsparcie serwisowe.

AMECARE

PERFORMANCE SERVICES

gwarantuje, ze analizatory SPECTRO XEPOS
bedg utrzymywacé najwyzszg produktywnos¢. Ponad 200 inzynierow
serwisowych w 50+ krajach dba o nieprzerwang prace i maksymalny zwrot
z inwestycji podczas catego okresu uzytkowania urzadzenia.
Uzytkownicy mogg wybrac aktywng konserwacje, ulepszenia dziatania,
rozwigzania aplikacyjne, konsultacje, szkolenia celowe oraz ciggte wsparcie —
teraz réwniez z wykorzystaniem zdalnego monitorowania AMECARE M2M,
statej diagnostyki i alarmowania.

AMETEK

MATERIALS ANALYSIS DIVISION

CERT | SPECTRO Analytical
St %0 | |nstruments GmbH

Boschstrasse 10, D-47533 Kleve

Tel: +49.2821.892.0

Fax: +49.2821.892.2202

speotro.sales@ametek.com

Spotki zalezne: CHINY: Tel +86.10.8526.2111,

SPECTRO Analytical Instruments Ino.

91 McKee Drive
Mahwah, NJ 07430
Tel: +1.800.548.5809
+1.201.642.3000
Fax: +1.201.642.3091

spectro-usa.sales@ametek.com

Fax +86.10.8526.2141, spectro-china.info@ametek.com,
spectro-france.sales@ametek.com, WIELKA BRYTANIA: Tel +44.1162.462.950, Fax +44.1162.740.160,

SPECTRO Analytical Instruments
(Asia-Pacific) Ltd.

Unit 1603, 16/F, Tower lll Enterprise Sq.
No. 9 Sheung Yuet Road

Kowloon Bay, Kowloon

Tel: +852.2976.9162

Fax: +852.2976.9542
spectro-ap.sales@ametek.com

»FRANCJA: Tel +33.1.3068.8970, Fax +33.1.3068.8999,
speotro-uk.sales@ametek.com, INDIE: Tel +91.22.6196 8200,

Fax +91.22.2836 3613, sales.spectroindia@ametek.com, » WEOCHY: Tel +39.02.94693.1, Fax +39.02.94693.650, spectro-italy.sales@ametek.com,
» JAPONIA: Tel +81.3.6809.2405, Fax +81.3.6809.2410, spectro-japan.info@ametek.co.jp, ™ RPA: Tel +27.11.979.4241, Fax +27.1 1.979.3564,

spectro-za.sales@ametek.oom, SZWECJA: Tel +46.8.5190.6031, Fax+46.8.5190.6034, spectro-nordic.info@ametek.com.

» SPECTRO dziata na catym $wiecie, jest obecne w ponad 50 krajach. Aby znalez¢ najblizszy oddziat SPECTRO, odwiedz strone www.spectro.com/worldwide
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